Panel efektow ksztalcenia

1z2

Modut zajeé:

Miernictwo elektroniczne

Podstawowe informacje o zajeciach

Cykl

ksztatcenia: 2024/2025

https://krk.prz.edu.pl/ek.pl?ticket=ST-382431-kLUsib1 GyJCOufaelw...

Nazwa jednostki prowadzacej studia: Wydziat Elektrotechniki i Informatyki

Nazwa kierunku studiéw: Elektronika i telekomunikacja

Obszar ksztatcenia: nauki techniczne

Profil studiéw: ogélnoakademicki

Poziom studiow: pierwszego stopnia

Forma studiow: stacjonarne

Specjalnosci na kierunku: S - Elektroniczne systemy pomiarowe i diagnostyczne, T - Telekomunikacja, U - Urzadzenia elektroniczne

Tytut otrzymywany po ukonczeniu studiow: inzynier

Nazwa jednostki prowadzacej zajecia: Katedra Metrologii i Systeméw Diagnostycznych

Kod zaje¢: 468

Status zaje¢: obowigzkowy dla programu

Uktad zaje¢ w planie studiow: sem: 3 / W151L30 / 3ECTS / Z

Jezyk wyktadowy: polski

Imie i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inz. Mykhaylo Dorozhovets

semestr 3: mgr inz. Rafat Chorzepa

Cel ksztatcenia i wykaz literatury

Gtowny cel ksztatcenia: Gtownym celem ksztatcenia modutu Miernictwo elektroniczne jest przedstawienie studentom podstawowej
wiedzy o metodach i narzedziach pomiaru wielkosci elektrycznych o niskim poziomie w warunkach oddziatywania zaktécen oraz
zdobycie podstawowych umiejetnosci w wykorzystaniu przyrzadow pomiarowych do wykonania takich pomiaréw i oszacowania
niepewnosci ich wynikow

Ogoélne informacje o zajeciach: Modut prowadzony jest na czwartym semestrze studiéw inzynierskich na kierunku , Elektronika i
telekomunikacja” ET-DI-2(04)

Materiaty dydaktyczne: materiaty wyktadéw PWP

Inne

: Zadania teoretyczne i praktyczne do zaliczenia

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajec

Literatura wykorzystywana podczas zaje¢ wyktadowych

1 |Parchanski J. Miernictwo elektryczne i elektroniczne WSIP. 1998
2 |Keithley Low level measurement. Precision DC Current, Voltage and Resistance Measurement Keithley. [2005
3 [Lisowski M. Pomiary rezystywnosci i prtzenikalnosci elektrycznej dielektrykdw statych OWPW. 2004
Literatura wykorzystywana podczas zaje¢ ¢wiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1|Dziuban E., Dorozhovets M, Kowalczyk A., oraz in. Metrologia elektryczna i elektroniczna. Laboratorium Cz.I. OWPRz. |2005
2|Brydak K., Hanus R., Kowalczyk A., oraz in. Metrologia elektryczna i elektroniczna. Laboratorium Cz.II. OWPRz. [2006
Literatura do samodzielnego studiowania
|1 |Sydenham P.D. |Poercznik metrologii. |WKiL. |1990

Wymagania formalne: Rejestracja na czwarty semestr studidéw inzynierskich

Wymagania wstepne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z fizyki, podstaw elektrotechniki, metrologii, ukltadéw elektronicznych

Wymagania wstepne w kategorii Umiejetnosci: Podstawowe umiejetnosci w zakresie wykonywania pomiaréw oraz analizy obwodow
elektrycznych i elektronicznych

Wymagania wstepne w kategorii Kompetencji spotecznych: Umiejetnos¢ wspoltpracy w zespole

Efekty ksztalcenia dla zajec

Formy zaje¢/metody Metody weryfikacji
. . - dydaktyczne prowadzace do . Y yhkacy Zwiazki z | Zwigzki z
MEK Student, ktory zaliczyt zajecia ] L kazdego z wymienionych
osiagniecia danego efektu . ] KEK PRK
ksztatcenia efektow ksztatcenia
Zna problemy i ograniczenia wystepujace podczas K W03+
pomiaru matych napiec i pradéw oraz matych i duzych kolokwium, zaliczenie cz. — P6S_UW
01 - . . wyktad problemowy ) K_W13+
rezystancji oraz innych parametrow w obwodach pisemna K Ull+ P6S_WG
elektronicznych -
K_W11+ P6S UU
02 Wybiera metode oraz aparature do pomiaru matych wyktad problemowy, kolokwium, obserwacja K_W13+ P6S UW
napiec i praddw oraz matych i duzych rezystancji. laboratorium wykonawstwa K_U05+ -
K Ulis P6S_WG
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Formy zaje¢/metody Metody weryfikacji
. . - dydaktyczne prowadzace do . Y yhkac) Zwiazki z | Zwigzki z
MEK Student, ktory zaliczyt zajecia ) L kazdego z wymienionych
osiagniecia danego efektu Fektow k tceni KEK PRK
ksztatcenia efektow ksztatcenia
03 Przeprowadzi korekcje odchylen wskazan miernikéw wyktad problemowy, ﬁzlllocli\?v?l:%as. Pr'asvevf;zf;:r,] K_W13+ |P6S_UU
spowodowanych ich rezystancjg wejsciowg laboratorium pisemny 1 SP K_U01+ |P6S_WG
P6S_KR
- . kolokwium, zaliczenie cz. |[K_W13+ [P6S_UK
04 Z(r;ranip;?g:vtawowe metody ttumienia zaktdcen podczas r;{)l;+;<:0a:3rt;:emowy, pisemna, obserwacja K_Ul4+ |P6S_UO
P wykonawstwa K_KO04+ [P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zaleznosci od sytuacji epidemicznej, jezeli nie bedzie mozliwosci weryfikacji osiagnietych efektéw uczenia sie
okreslonych w programie studiéw w sposdb stacjonarny w szczegdlnosci zaliczenia i egzaminy koiiczace okreslone zajecia beda
mogty sie odbywac przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej (w sposéb zdalny).

Tresci ksztalcenia dla zajec

Sem.| TK Tresci ksztatcenia Realizowane na MEK
3 TKO1|Problemy i ograniczenia pomiaru matych napiec¢ i pradow w obwodach elektronicznych X\;l’ W2, L7, L8, mgﬁg;
. . sy . W3,W4, L2, L3, |MEKO1
3 TKO2|Problemy i metody pomiaru matych i duzych rezystancji L6, L10 MEKO2
Korekcja systematycznego wptywu rezystancji wejSciowej miernikow na wyniki pomiaréw |W5, L5, L6, L7,
3 TKO3 A . : P i MEKO3
w obwodach elektronicznych o poréwnywalnej wartosci rezystancji L8
3 TK04|Zaktocenia oraz tlumienie zaklécen podczas pomiaru sygnatéw. Usrednianie wagowe W6, L1, L11, L12 |[MEK04
3 TKO5|Cyfrowy pomiar parametrow sygnatéw AC. Wybrane zagadnienia le72’ L1,L4, L11, MEKO04
3 TKO06/Pomiary tadunku oraz parametrow LC obiektow elektronicznych W8, L6, L10, L11 |MEKO1

Naktad pracy studenta

Forma zajec

Praca przed zajeciami Udziat w zajeciach

Praca po zajeciach

Wyktad (sem. 3)

Przygotowanie do kolokwium: 3.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Laboratorium (sem. 3)

Przygotowanie do laboratorium: 7.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Konsultacje (sem. 3)

Zaliczenie (sem. 3)

Przygotowanie do zaliczenia: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Sposdéb wystawiania ocen skladowych zajec i oceny koncowej

Forma zajec

Sposdb wystawiania oceny podsumowujacej

Wyktad

Laboratorium

Ocena koncowa

Ocena koncowa= 0,5 oceny z wyktadéw + 0,5 oceny z ¢wiczen

M. Dorozhovets; A. Szlachta Problems of estimating the uncertainty of water pHmeasurement 2024
> |M. Dorozhovets Uncertainty qf_the conversion function caused by systematic effects in measurements of input and 2023
output quantities
3 M. Dorozhovets; E. Pawtowski; D.|Frequency measurement research with weight averaging of pulse output signal of voltage-to- 2023
Swisulski frequency converter
4 [M. Dorozhovets; P. Kubiszyn Weight Averaging of Pulse Width Modulated Signal 2023
5 |M. Dorozhovets Direct Solution of Polynomial Regression of Order Up to 3 2022
6 |M. Dorozhovets Type B uncertainty of two-channel measurements 2022
7 M. Dorozhovets; R. Ivakh; Z. Correction of Temperature Influences in Moisture of Bulk Materials Measurement by Capacitance 2022
Warsza Method
M. Dorozhovets Exact d!strlbutlons and interval estlmatlon‘ of the parameters of double exponential (Laplace) 2021
population for a small number of observations
M. Dorozhovets Measuring Amplifier Based on Hamon Resistors and Dynamic Element Matching Technology 2021
10(M. Dorozhovets Wzmacniacz pomiarowy oraz sposob sterowania wzmacniaczem pomiarowym 2021
11|M. Dorozhovets Forward and inverse problems of Type A uncertainty evaluation 2020
12 géagg;?(ZhOVEtS; 0. Ivakhiv; B. Lwowska szkota metrologii Elektrycznej po drugiej wojnie $wiatowej 2020
13 IS.leaL::?f‘}cLa; M. Dorozhovets; A. Investigation of the Instrumental Components in Uncertainty of Extreme Random Observations 2019
14|M. Augustyn; M. Dorozhovets The Simple Virtual Impedance Spectroscopy Based on USB DAQ Card 2019
15|M. Augustyn; M. Dorozhovets Zastosowame komputerowych kart pomiarowych do realizacji wirtualnego analizatora widma 2019
impedancyjnego
16(M. Dorozhovets Effectiveness of automatic correction of systematic effects in measuring chains 2019
17 I;I aggﬂihovets; Y. Marushchak; Operational Estimating of Arcs Voltage of Arc Steel Furnace 2019
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